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2. Pogoji za vkljucitev:
Splosni pogoji za vpis na doktorski Studij.

3. Izobrazevalni cilji in predvideni studijski rezultati:

(Predmetnospecificne komponente)

Osnovni namen predmeta je posredovati udeleZzencem pregled novih pristopov,
principov, tehnologij, struktur in aplikacij na podro¢ju mikro/nano tehnologij in
struktur.

Predvideni Studijski rezultati predmeta vkljuCujejo obvladovanje osnovnih pojavov,
dizajnov, realizacij in aplikacij ter osnovnih elektronskih vezij na podrocju mikro/nano
tehnologij in struktur.

4. Vsebina predmeta:

Osnovne mikro/nano tehnologije in strukture — definicije, principi, klasifikacije.
Osnovne mikro/nano strukture: senzorji, aktuatorji, mikroreaktorji, mikrofluidni chipi,
lab-on-chip, mikro/nano pozicioneriji itd.

Pregled osnovnih lastnosti mikro/nano struktur: karakteristike, obcutljivost, to€nost,
loCljivost, selektivost, minimalni detektirani signal, prag, nelinearnost, ponovljivost,
Sum, temperaturna obcutljivost, preobremenitev, stabilnost itd. Analiza dinami¢nega
odziva.

Pregled mikro/nano tehnologij: mikroobdelava, mikroelektronske tehnologije,
depozicije, jedkanje, LIGA, Zrtvovani film, laserske aplikacije, zatesnitev odprtin,
bondiranje substratov, zapiranje v ohi§ja, izdelava 3D struktur, nanocevke itd.
Analogna obdelava signalov: osnovna sklopi, osnovna vezja z opampi
(instrumentacijski ojacevalnik, sestevalni ojacevalnik, nabojni ojaevalnik itd.), izvori
(tok, napetost, band gap reference), filtri, komparatorji in Schmitt trigerji, analogni
pretvorniki (tok / napetost /naboj/frekvenca) itd.

Digitalna obdelava signalov: osnovni sklopi, diskretizacija signala, vzoréno-
zadrzevalna vezje, DAC (uni/bipolar, locljivost, utezena in R-2R lestvica, tokovno-
preklopni), ADC (uni/bipolarni, locljivost, hitrost konverzije; paralelno-povratni,
zaporedni priblizki, s stopnico, delta-sigma, preklapljani kondenzatoriji, bliskovni itd.)
in drugo.

Pregled mikro/nano struktur in  aplikacij: Senzorji (Bio/Kemicni senzorji.
Piezoresistivni senzorji. Piezoelektricni senzorji. Pyroelektricni senzorji. Kapacitivni
senzorji. ResonancCni senzorji. Termoelektricni senzorji. Radiacijski senzorji.
Magnetni senzorji. Senzorji z opticnimi vlakni, etc.), Aktuatorji (termiéni, kapacitivni,
piezoelectri¢ni itd.), Mikrofluidiéni chipi, Mikroreaktorji, Lab-on-chip, Mikro/Nano



pozicioneriji itd.
Napredne mikro/nano tehnologije in strukture.

5. Temeljni Studijski viri (v primeru knjig in monografij so Studijski vir le
izbrana poglavja iz njih):

- Senzorji in aktuatorji, S. Amon, skripta (na webu; knjiga v pripravi).

- S.E.Lyshevsky, Nano- and Micro- Electromechanical Systems, CRC Press, 2005.
- J. Fraden, Handbook of Modern Sensors, AIP Press, 1997.

- P. Horowitz, W. Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press, 1997.

6. Metode poucevanja in u¢enja:
Osnovna teoretska znanja so podana v obliki predavanj, medtem ko so prakti¢na
znanja podana v obliki laboratorijskega dela in projektov.

7. Preverjanje znanja — obveznosti Studenta:
Projekt/seminar, pisni in ustni izpit.
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